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Karta przedmiotu
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Nazwa i kod przedmiotu

Advanced Measurement and Diagnosis Methods, PG_00047499

Kierunek studiow

Elektronika i telekomunikacja (studia w jez. angielskim)

Data rozpoczecia studiéw

pazdziernik 2023 r.

Rok akademicki realizaciji
przedmiotu

2024/2025

Poziom ksztatcenia Il stopnia Grupa zaje¢ Grupa zaje¢ fakultatywnych
Grupa zaje¢ powigzanych z
prowadzonymi badaniami
naukowymi w dziedzinie nauki
zwigzanej z kierunkiem - profil
ogolnoakademicki

Forma studiow stacjonarne Sposob realizacji na uczelni

Rok studiow 2 Jezyk wyktadowy angielski

Semestr studiow 3 Liczba punktéw ECTS 2.0

Profil ksztatcenia ogdlnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadzaca

Wydziat Elektroniki, Telekomunikaciji

i Informatyki -> Katedra Metrologii i Optoelektroniki

Imie i nazwisko
wyktadowcy (wyktadowcow)

Odpowiedzialny za przedmiot

dr hab. inz. Grzegorz Lentka

Prowadzacy zajecia z przedmiotu

dr hab. inz. Grzegorz Lentka

Formy zaje¢ Forma zaje¢ Wyktad Cwiczenia Laboratorium | Projekt Seminarium |RAZEM
i metody nauczania Liczba godzin zaje¢ [15.0 0.0 15.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zaje¢ na odlegtosé¢: 0.0
Aktywnos¢ studenta Aktywno$¢ studenta [Udziat w zajeciach Udziat w Praca wtasna RAZEM
i liczba godzin prac dydaktycznych, objetych konsultacjach studenta
Yy planem studiéw
Liczba godzin pracy |30 4.0 16.0 50
studenta

Cel przedmiotu

Nauczy¢ nowych technik przetwarzania analogowo-cyfrowego, metod pomiaru impedancji, metod
testowania i diagnostyki uktadéw analogowych i cyfrowych, oceny miar jakosci testu za pomoca
probabilistycznego podejscia do analizy procesu pomiarowego, zgodnie z zaleceniami Joint Committee for
Guides in Metrology (JCGM) zawartymi w dokumencie "Evaluation of measurement data - The role of
measurement uncertainty in conformity assessment" JCGM 106: 2012.
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Efekty uczenia sie
przedmiotu

Efekt kierunkowy

Efekt z przedmiotu

Sposéb weryfikacji i oceny efektu

[K7_UO03] potrafi zaprojektowac,
zgodnie z zadang specyfikacja,
oraz wykona¢ typowe dla kierunku
studiéw ztozone urzadzenie,
obiekt, system lub zrealizowa¢
proces, uzywajac odpowiednio
dobranych metod, technik,
narzedzi i materiatow, korzystajac
ze standardow i norm
inzynierskich, stosujac wtasciwe
dla kierunkoéw studiéw technologie
i wykorzystujac doswiadczenie
zdobyte w srodowisku zajmujgcym
sie zawodowo dziatalnoscig
inzynierskg

Realizuje serie pomiaréw
parametrow impedancyjnych,
gromadzi i przetwarza wyniki za
pomocg skomputeryzowanego
systemu pomiarowego.
Identyfikuje elementy modeli
zastepczych uktadow
elektronicznych z zastosowaniem
spektroskopii impedancyjne;j.
Testuje ukiady cyfrowe metodg
analizy sygnatur. Przeprowadza
detekcje i lokalizacje uszkodzen w
ukfadach w petni roznicowych.
Metodg symulacji komputerowej
realizuje diagnostyke uktadu
elektronicznego z niepetnym
dostepem do weztow
wewnetrznych stosujgc metode
weryfikacyjng i dekompozycje
macierzy wedtug wartosci
szczegolnych. Wyznacza miary
jakosci testu: poziom defektow i
strate uzysku.

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU2] Ocena umiejetnosci analizy
informacji

[SU4] Ocena umiejetnosci
korzystania z metod i narzedzi

[K7_WO04] zna i rozumie w
zaawansowanym stopniu zasady,
metody i techniki programowania
oraz zasady tworzenia
oprogramowania komputeréw albo
programowania urzadzen lub
sterownikéw wykorzystujacych
mikroprocesory albo inne
elementy lub uktady
programowalne, specyficznych dla
kierunku studiow, a takze
organizacje pracy systemow
wykorzystujgcych komputery lub
te urzadzenia

Zna i rozumie zasady pracy oraz
wiasciwosci nowoczesnych
przetwornikéw analogowo-
cyfrowych: potokowego i
cyklicznego. Zna sposob
programowania analizatorow
sygnatur HP 5004A i HP 5006A w
celu wykonania testu uktadu
cyfrowego. Programuje analizator
odpowiedzi czestotliwosciowych
S| 1255 firmy Solartron.
Programuje analizator impedancji
E4980A firmy Agilent.

[SW1] Ocena wiedzy
faktograficznej

[K7_WO06] zna i rozumie w
pogtebionym stopniu podstawowe
procesy zachodzace w cyklu zycia
urzadzen, obiektow i systemow
technicznych

Zna metode konstruowania
stownika uszkodzen. Zna
weryfikacyjng metode lokalizaciji
uszkodzen w uktadach z
ograniczonym dostepem
pomiarowym do wnetrza. Zna
rodzaje ryzyka nieprawidiowe;j
decyzji przy testowaniu obiektow i
systemow technicznych,
wynikajgcego z niepewnosci
pomiaréw.

[SW1] Ocena wiedzy
faktograficznej

[K7_WO03] zna i rozumie w
pogtebionym stopniu budowe i
zasady dziatania komponentow i
systemow zwigzanych z
kierunkiem studiéw, w tym teorie,
metody i ztozone zaleznosci
miedzy nimi oraz wybrane
zagadnienia szczegotowe —
wiasciwe dla programu ksztatcenia

Zna budowe analizatora
impedancji pracujacego z
zastosowaniem "auto-balancing
bridge method". Zna konfiguracje
pomiarowe stosowane do pomiaru
parametrow transformatoréw,
tranzystoréw CMOS,
akumulatorow, rezonatorow
kwarcowych, elementow RLC.

[SW1] Ocena wiedzy
faktograficznej

[K7_UO06] potrafi analizowaé
dziatanie elementéw, uktadéw i
systemow zwigzanych z
kierunkiem studidow oraz mierzy¢
ich parametry i badac
charakterystyki techniczne,
interpretowac uzyskane wyniki i

wycigga¢ wnioski

Analizuje dziatanie BISTu
(wbudowanego uktadu
testujacego) dla uktadéw w petni
réznicowych.

[SU1] Ocena realizacji zadania

Tresci przedmiotu

1. Wprowadzenie do przedmiotu 2. Nowe techniki przetwarzania analogowo-cyfrowego:

przetworniki potokowe 3. Przetworniki cykliczne 4. Testowanie uktadéw w petni réznicowych 5. Mikrosystem
do diagnostyki uktadéw w petni réznicowych 6. BIST dla filtréw typu OTA-C 7. Testowanie uktadéw
cyfrowych metoda analizy sygnatur. Szeregowe i réwnolegte rejestry z liniowym sprzezeniem zwrotnym.
Analizator sygnatur. 8. Weryfikacyjna metoda lokalizacji uszkodzen 9. Rola niepewnos$ci pomiaru w
orzekaniu zgodnosci ze specyfikacjg 10. Estymacja miar jakosci testu z zastosowaniem probabilistycznego
modelu procesu pomiarowego 11. Pomiary parametréw RLCQDZ¢ dwdjnikéw w rownolegtym i szeregowym
ukfadzie zastepczym 12. Metody pomiarowe impedancji 13. Zastosowanie metod pomiaru impedancji 14.
Zasady stosowania Migdzynarodowego Systemu Jednostek Miar S| 15. Zasady i styl wyrazania wartosci

wielkosci fizycznych

Wymagania wstepne
i dodatkowe

Nie ma wymagan
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Sposoby i kryteria
oceniania osigganych
efektow uczenia sie

Sposob oceniania (sktadowe)

Prég zaliczeniowy

Sktadowa oceny koncowej

Egzamin

50.0%

60.0%

Laboratorium

50.0%

40.0%

Zalecana lista lektur

Podstawowa lista lektur

1. Barsoukov E., Macdonald J.R.: Impedance Spectroscopy. Theory,
Experiment, and Applications. Wiley-Interscience, 2005. 2. Bushnell
M.L., Agrawal V.D.: Essentials of electronic testing for digital, memory
and mixed-signal VLSI circuits. Kluwer Academic Publishers, 2000. 3.
Hurst S.L. :VLSI testing, digital and mixed analogue/digital techniques.
The Institution of Electrical Engineers, London 1998. 4. Sun Y.: Test
and Diagnosis of Analogue, Mixed-Signal and RF Integrated Circuits,
The Institution of Enginering and Technology, London 2008. 5.
Maloberti F.: Przetworniki danych, WKL, Warszawa 2010.

Uzupetniajaca lista lektur

Nie ma wymagan

Adresy eZasobdéw

Adresy na platformie eNauczanie:

Przyktadowe zagadnienia/
przyktadowe pytania/
realizowane zadania

1. Narysuj przebieg napiecia residualnego w pierwszym 1,5 bitowym stopniu potokowego przetwornika A/C.

Uzasadnij nazwe stopien 1,5 bitowy.

2. Wyznacz wynik przetwarzania czterostopniowego unipolarnego potokowego przetwornika A/C, gdy
napiecie wejsciowe wynosi 0,6 V, napiecie referencyjne 1V, a progi komparatoréw sg réwne 0,5 V.

3. Metody testowania uktadéw w petni réznicowych napigciem wspdinym.

4. Narysuj schemat generatora sekwencji pseudolosowych na bazie rejestru z liniowym sprzezeniem

zwrotnym, opisz zasade pracy.

5. Technika pomiarowa stosowana do pomiaru kondensatoréw o duzych wartosciach pojemnosci.

6. Konfiguracje pomiarowe stosowane do pomiaru parametréw transformatoréw za pomocg analizatora

impedanciji.

7. Przedstaw kompensacyjne modele uszkodzen oraz twierdzenia teorii obwoddw, na ktérych bazuja.

8. Miary ryzyka btednych decyzji z powodu niepewnosci pomiaréw (wyrazone prawdopodobienstwami

facznymi i warunkowymi).

9. Probabilistyczny model procesu pomiarowego.

Praktyki zawodowe
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy
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